










































专利名称(译) 超声波探头和超声波测量装置

公开(公告)号 US20150126865A1 公开(公告)日 2015-05-07

申请号 US14/523063 申请日 2014-10-24

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 MURAI KIYOAKI
NAGAISHI MICHIHIRO
MARUYAMA AKIRA

发明人 MURAI, KIYOAKI
NAGAISHI, MICHIHIRO
MARUYAMA, AKIRA

IPC分类号 A61B5/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B5/0035 A61B5/0064 A61B8/0858 A61B8/0891 A61B8/4254 A61B8/461

优先权 2013229058 2013-11-05 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括用于超声波测量的超声波元件部分，发射红光以与超声
波测量范围重叠的第一发光部分，发射近红外光以与超声波测量范围重
叠的第二发光部分，光接收部分接收来自身体皮下部分的红光和近红外
光的反射光。根据接收到的反射光的强度检测超声波测量范围内的测量
目标组织，并且通知部分通知已经检测到测量目标组织。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/249e123e-d6f1-48bf-b074-d2c6a67b452e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053007533/publication/US2015126865A1?q=US2015126865A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150126865%22.PGNR.&OS=DN/20150126865&RS=DN/20150126865

